
Oberflächencharakterisierung
mit höchster Auflösung

Messbereich x,y: 20 / 40 / 80 µm
Messbereich z: 2 / 4 / 6 µm
Detektionsprinzip: Interferometer
Auflösung in z: typ. 2 nm
Auflösung in x,y: typ. 5 nm
Rastergeschwindigkeit: 1-5 Zeilen/s

Im Rasterkraftmikroskop wird die Oberfläche des
Messobjektes mit einer sehr feinen Tastspitze an
einem Federarm berührungslos abgetastet.

Atomare Wechselwirkungen zwischen der Oberfläche
und der Tastspitze resultieren in einer Kraft auf die
Tastspitze, die über die Auslenkung des Federarms
gemessen wird.

In verschiedenen Modi können so mit höchster Auflö-
sung die Probentopographie gemessen, aber auch
z. B. die Verteilung elektrischer und magnetischer
Eigenschaften oder die Elastizität der Oberfläche
untersucht werden.

Qualitätssicherung in der Mikrostrukturtechnik

Rauheitsmessungen im nm- und sub-nm-Bereich
z.B. auf Wafern oder optischen Bauteilen

Charakterisierung der Oberfläche von 
biologischen Proben

Vermessung der Geometrie von Nanostrukturen 

Oberflächencharakterisierung von medizinischen 
Proben wie z.B. Prothesen, Katheter, Stents etc.

Untersuchung von elektrischen und 
magnetischen Eigenschaften

Topographiemessung mit höchster Auflösung

automatische Annäherung an die Oberfläche

Rastern der Oberfläche durch
Piezoversteller im Messkopf

Contact/non-contact mode,
Messung elektrischer und magnetischer Kräfte,
Aufnahme von Lateralkräften und Elastizität*1

Messung in Flüssigkeiten*2

weitere Messmodi auf Anfrage

 *1  Contact Mode bei Standardausführung, weitere Modi optional
*2  optional

Rasterkraftmikroskopie (AFM)FRT AFM

Messprinzip

Lieferumfang

Typische Anwendungen

Eigenschaften

AFM-Messkopf

Sensorelektronik, Netzkabel

Halterung mit z-Verstellung

Software, Handbuch

Technische Daten

the art of metrologyTM

Schematische Darstellung des Messprinzips

AFM-Messkopf und AFM in Multisensor-Anordnung
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Ihr FRT Partner

Das Maß für Präzision.
Fries Research & Technology GmbH  •  Friedrich-Ebert-Strasse  •  D-51429 Bergisch Gladbach

Tel. +49 (0)2204 - 84 24 30  •  Fax. +49 (0)2204 - 84 24 31  •  info@frt-gmbh.com  •  www.frt-gmbh.com
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Kundenauswahl


